
 

 

 

 

 ワイヤーの長手方向や、透過が出来ない圧延材の平均的結晶方位測定 
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概要 

 微小領域にＸ線を照射して、２次元検出器で測定する場合、高速測定が出来るが、粒径が粗くなると 

   測定箇所により結晶方位がばらつく。又、透過測定で出来ない材料の深さ方向の平均的結晶方位を求める 

   場合、各種補正が行われた複数の極点図の平均化が考えられる。 

   しかし、従来の処理ソフトではこの処理は煩雑である。 

   今回、圧延材表面を研削し、反射極点測定、又研削し、反射極点測定を数回繰り返し、平均的結晶方位を 

   求めた。この手法をソフトウエアを解説しながら説明します。 

 

測定データのテキスト化 

   測定した極点図ファイルを一括でＡＳＣファイルに変換する。 

  

一括データ処理 ODFPoleFigure ソフトウエアで一括データ処理を行う。 

 

 

 本ソフトウエアでは１５本の極点図を表示出来る。表示出来なくても一括データ処理は可能 



処理した結果(BG,Defocus、規格化) 

  

複数の極点図の平均化 

 

 

 

  

 各極点図の平均化を行った。 

 この平均化極点図からＯＤＦ解析用ファイルは簡単に変換可能 

 

 

 

 



PFtoODF ｿﾌﾄｳｴｱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



極点図から平均化極点図を確認｛１１１｝のみ表示 

 

データ処理結果 

規格化 Max  4.29        2.42           2.13             1.85             1.82             1.71  

 

平均化 Max   2.28 

 

 


